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1 はじめに





























医療用 X 線 CT において，主な相互作用として，コンプト
ン散乱，光電吸収があり，DE法では，減弱係数 µ(ε)をそれら
の二つの相互作用の線形結合で表す．今，光電吸収に関するパ
ラメータを α ，コンプトン散乱に関するパラメータを β とし，
それぞれ光電吸収係数，コンプトン散乱係数と呼び，減弱係数
µ(ε) を次式で表す [3]．
































測定するために，物体を覆うように k 個の円筒形 NaI 検出器
(以下，散乱線検出器) を配置する．また，直接線のみを測定す
る NaI 検出器 (以下，直接線検出器)は，X線管, 均質細シリン
ダ，直接線検出器の順に，一直線上に配置する．また，物体は水
を基準として，その密度を 1.5[g/cm3]とした．この時の光電効






影データと呼ぶ) を測定された投影データ xi (以下，測定投影
データと呼ぶ) に近づけることで再構成を行うシミュレーション
投影逐次近似法を基に再構成法を構築する．対象物ファントム






L(λ | D) =
I∑
i=1




ここで，I は使用するパラメータの総数，xi は i番目の検出器
における測定投影データ，Ir は再構成投影データの照射光子数，






いる提案法の両方による係数 α, β の推定結果を比較する．提案
法において散乱線検出器数は 1～10 個とする．測定投影データ
取得時に照射する X 線光子数 Ip = 1.0× 105，再構成投影デー
タ取得時に照射する X 線光子数 Ir = 1.0 × 107，真の係数を
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散乱検出器 kに関する Errの値を図 3に示す．



























数は 8 × 8 の計 64 であり，背面検出器の検出器アレイ 1 面の














線光子数 Ip = 1.0×105，再構成投影データ取得時に照射する X

















図 4 対象物ファントム 図 5 BOX型モデルの体系
係数 α1 β1 α2 β2 α3 β3 α4 β4
case1 3.34 8.34 6.69 16.7 3.34 8.34 5.01 12.5
case2 1.67 4.17 3.34 8.34 5.01 12.5 6.69 16.7























手法 case 1 case 2 case3
従来法 8.8585× 10−2 3.1433× 10−2 1.9371× 10−1
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